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内容概要

　　本书是根据本科应用型人才培养的教学需要编写而成，内容简洁明了并注重实用性。
《材料分析测试技术》以分析测试技术的能力培养为主线，重点介绍了x射线衍射分析测试方法和电
子显微分析测试方法在物相分析、点阵常数测定、晶体结构和表面形貌分析等方面的实验方法和应用
实例。
另外，《材料分析测试技术》还简要介绍了热分析、能谱分析等常用分析测试手段。

　　本书可作为普通高等工科院校和高职高专的分析测试技术教材，也可作为相关专业人员了解材料
分析测试方法的参考书。
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